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Das 25. Jubil�um der Erfindung des
Rastertunnelmikroskops (scanning tun-
neling microscope, STM) durch Binning
und Rohrer wurde bereits im letzten
Jahr gefeiert. Die atomare Aufl'sung,
die mit dieser Methode erreichbar ist,
hat unser Verst�ndnis der Struktur von
Oberfl�chen und zugeh'riger Prozesse,
wie molekulare Adsorption und Kris-
tallwachstum, geradezu revolutioniert.
Innerhalb k.rzester Zeit fand das STM
auch Verwendung ohne Vakuumbedin-
gungen, um z.B. chemische Prozesse an
Elektrodenoberfl�chen zu untersuchen.
Hinzu kamen Anwendungen wie das
Schreiben mit Atomen und die M'g-
lichkeit, elektronische Eigenschaften
einzelner Molek.le und sogar deren
Schwingungen zu studieren. Heutzutage
lassen sich chemische Reaktionen ein-
zelner Molek.le induzieren, und ein-
zelne Molek.le k'nnen zu k.nstlichen
Gebilden zusammengesetzt werden
(siehe STM-Aufnahme von zw'lf Pro-
penmolek.len auf einer Kupferoberfl�-
che in Form eines Schweizerkreuzes;
Quelle: M. Parschau, Empa).
Das Rasterkraftmikroskop (atomic

force microscope, AFM), das nur f.nf
Jahre nach dem STM von Binning,
Quate und Gerber erfunden wurde, hat

sogar eine noch gr'ßere Bedeutung und
Verbreitung erlangt. Mit beiden Me-
thoden kam die Geburtsstunde der Na-
notechnologie, und beide werden sicher
auch in Zukunft eine wichtige Rolle in
vielen Gebieten der Naturwissenschaft
spielen.
Das Buch Scanning Probe Micro-

scopies Beyond Imaging versucht, dem
rasanten Fortschritt Rechnung zu
tragen. Es behandelt neueste Entwick-
lungen und gibt in 16 Kapiteln von ins-
gesamt 40 Autoren einen breiten <ber-
blick .ber Anwendungen, die eben nicht
nur das Abbilden mikroskopischer
Strukturen zum Ziel haben, sondern
auch das Manipulieren von Nanostruk-
turen erm'glichen. Vier Kapitel
widmen sich STM- und neun Kapitel
AFM-Anwendungen, hinzu kommen
ein Beitrag .ber elektrochemische
Rastermikroskopie und zwei Beitr�ge
zur Theorie, die sich mit dem Tunnel-
prozess und den mechanischen Eigen-
schaften einzelner Molek.le auseinan-
dersetzen. Der AFM-Abschnitt ist
nochmals unterteilt in Beitr�ge .ber
Oberfl�chenstrukturierung, mechani-
sche Eigenschaften, Bindungsst�rke und
chemische Reaktionen sowie elektri-
sche Eigenschaften von Nanoobjekten.
Das erste Kapitel f�llt aus dem

Rahmen, da es lediglich die Abbildung
chiraler Molek.lschichten behandelt,
allerdings rechtfertigt die große Bedeu-
tung des Themas diesen Abschnitt. Im
zweiten Kapitel erf�hrt man, wie mit der
Tunnelspektroskopie an der Fest-fl.s-
sig-Phasengrenze die elektronischen
Eigenschaften einzelner Molek.le be-
stimmt werden k'nnen. Richtig span-
nend wird es im Kapitel zur Manipula-
tion von Molek.len mit dem STM. Ka-
pitel 4 behandelt den inelastischen

Tunnelprozess, der z.B. die Aufnahme
von Schwingungsspektren einzelner
Molek.le erm'glicht.
ImAFM-Teil, der den Hauptumfang

des Buches ausmacht, werden vor allem
Anwendungen mit weicher Materie be-
sprochen. Man erf�hrt einiges .ber Na-
nolithographie (einschließlich der Dip-
Pen-Methode), die Charakterisierung
von Polymerstrukturen, die Kraftspek-
troskopie und diverse Betriebsweisen
f.r AFMs. Die Ausf.hrungen zur che-
mischen Kraftmikroskopie erl�utern,
wie funktionalisierte AFM-Spitzen zur
chemischen Analytik und zum gezielten
Entfalten und Zerreißen von Polymer-
ketten oder chemischen Metallkomple-
xen dienen k'nnen. Je ein Kapitel ist der
Bestimmung der Leitf�higkeit von Na-
nodr�hten und -r'hren sowie des Kon-
taktpotentials mit der Kelvin-Schwin-
ger-AFM und dem Einsatz der AFM-
Spitze als Gegenelektrode gewidmet.
Wichtige Methoden wie die Magnet-
feldmikroskopie (MFM) und die Ras-
terkraftmikroskopie im elektrischen
Feld (EFM) wurden leider nicht be-
r.cksichtigt. Sehr lobenswert ist aber die
Tatsache, dass zwei Theorieabschnitte
vorhanden sind.
Das Buch ist sehr gut strukturiert,

Inhaltsverzeichnis und Index erm'gli-
chen einen schnellen Einstieg in die
Materie. Die Abbildungen sind bis auf
einige Ausnahmen exzellent, ebenso das
Layout und Design. Scanning Probe
Microscopies Beyond Imaging dient
Neulingen und Experten als ein n.tzli-
ches Nachschlagewerk, und es schließt
eine L.cke in der ansonsten reichhalti-
gen B.cherwelt zum Thema.
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